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TIE R Ya que se ha encontrado esta relacidn de es-—

i | intoticos de la costra bajo condiciones iniciales
La longitud de la trayectoria de flujo dehpesores 5 J

; finales, se puede concluir que por una disminucién de la
agua en el condensador permanece la misma, si se usa el &y : £

£ 2s B : del flujo de fluido del agua se incrementa notable
indice 1 para la condicién inicial ¥y 2 para la final ten&velocidad 2 ¥9 gt 2

umulacion de incrustaciones en equipo industrial.
mos que L2 = L1 2 mente la ac a quip

Haciendo con ello que la resistencia térmica controladora en

Puesto que el flujo del agua en el condenqel flujo de calor a través de superficies resida grandemente

3o ; : S
or ha sido reducido a una tercera parte, y la caida de ~en las incrustaciones.

presion en la asintota ha disminuido a un valor aproximad
IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE LAS INCRUSTACIONES

mente de un décimo, luego la relacién de cafda de presion
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asintotica sera: Lo O e La determinacion de la composicion de las in-

ae : ‘

ikadiiaa
crustaciones mediante andlisis quimico cuantitative, es muy
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La cantidad de incrustacién adiocionada al .imPortante puesto que sirve para identificar el tipo y la -
sistema es representada por la relacién de los gastos on ~cantidad de los constituyentes presentes en los depdsitos,-

masa del fluido, asi W1 1/3 De estos datos es imposible determinar: la densidad o porosi

W§ dad de los mismos, la clasificacién mineraldgica de los ma—

teriales, u obtener informacdn del desarrollo o crecimiento

Luego la ecuacién 17 viene a ser: : b . £ s
: de la incrustacién, -la-estructura o propiedades figicas, ya

> . o.f 0.8 ; 0.6
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AR / 5 F o gue la composicidn de una incrustacién no es simple, sino -
e

Por lo general es un depdsito de composicion heterdgenea y —
F
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complejo gque no permite el establecer patrones de incrusta-

Ciones especificas. Como ejemplo de ello se cita la composi

pién de un depdésito complejo obtenido de una caldera.




COMPOSICION DE UN DEPOSITO COMPLEJO }O e

SUSTANCIA POR CIENTO EN PESO | Para poder realizar una identificacidn apro-

piada de las incrustaciones son necesarios los siguientes —
23

gnalisis:
1.3
Andlisis del Agua de Alimentacidn en el equi-
12

Estudios Cristalograficos de los compuestos -

formados.

Con la informacidén obtenida es posible indi-——

sar la forma de controlar la formacidén de incrustacion.

Las incrustaciones de silicatos constituyen -

n verdadero problema, y su control y eliminacidén frecuente—

mente dificil. Poca informacidén técnica se tiene respecto al

Cu gomportamiento de las sales de silicio en agua en condicio——

nes de termperatura y presidén elevadas.

Materia Orgénica

Se supone que cuando el 8102 se deposita como
g =

posiblemente existiendo como compuestos comple jos
incrustacién, es en forma de silicato de calcio o de magne—

El tipo de andlisis anterior da una idea ©10» lo cual es atn dudoso.

de la presencia de sales que contaminan a el agua de una ;
Cuando no es posible identificar una incrusta

fuente externa o de productos de corrosidn y abrasion, -
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cion por un solo método, hay necesidad de emplear otros, El método analitico de in krsidén consiste en

E el polvo mineral en un medio liquido de indice de —
Los métodos mas usuales en la identific¢?” 5
refraccién conocido y determinar la constante éptica del ma

cién de incrustaciones son:

terial. Larsen prepard unas tablas, en las cuales para cada
ANALISIS PETROGRAFICO material existia una determinada constante éptica que la —

identifica.

ANALISTS POR DIFRACCION DE RAYOS X

’ ST i La identificacion de inorustacién por rayos
Por medio del anilisis retrografico se re

X : : i _ X, ha sido empleada Por muchos afios. El tipo de aparato —
liza un estudio sistematico de las piedras. | : :

gque se utiliza consiste de una fuente altamente estabiliza

La identificacién de las incrustaciones ’da de rayos X de baja energia, cuenta ademids con un dispo-

este procedimiento consiste en someter el mineral a la o5 tivo receptor de muestras para el anidlisis, y de un detec

servacion por medio del microscopio petrogréfico o por el .r de rayos X para medir y registrar la radiacién difrac—

metodo de inmersién. tada. La muestra se utiliza generalmente en forma de polvo-

En el andlisis petrografico, el mineral en Este polvo es comprimido en una pequefla cha—

forma de hojas delgadas es observado con el micrescopio “rola porta muestras y colocada en el instrumento de andli-—-

determinando el tipo de estructura cristalina que lo idellgig,

tifica. Solamente se tiene datos de estructuras cristali-

Cuando la muestra de incrustacién se coloca
nas de los sulfatos, carbonatos e hidréxidos de calcio ¥

gorrectamente en el haz de rayos X, esta difracta los rayos
magnesio, y pocos datos de estructuras cristalinas de in-

én determinados dngulos los cuales son caracteristicos para
crustaciones complejas que se presentan en las calderas.

cada material.
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Cada material tiene un patrdn de difraoci;&g; s 45 35 i
F iGuLo D PLORACICN & EAD0S
de rayos X, lo cual permite identificarlo, al mismo tiem o e o
no solamente es posible hacer el anglisis cualitativo d

" Fe, 0_,, - OX(DO
material sino también el cuantitativo. Existen tres form
FERRICO (HEMATITA)

de efectuar comparaciones entre los patrones de difracci
N

; MEZcLA
de rayos X de una sustancia de referencia y la desconocif

HEMATITA E HIDROXIAPATIIA

Por medio de la fotografia. :
- DIZOX/RAPRTITA
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Exploracion mecanica del patron. 6‘33 CPO#)g G CO/"’)Q

Fluorescencia de rayos X.

En el procedimiento de fotografia, a los ) REGISTRO TIP/CO DE CUVRVAS PROOUCIDRAS FPOR
EXPLORACION POL METODO PE EARYOS X

yos X difractados por la muestra se hacen incidir en unaj

1{cula, obteniéndose con ello el patrén de difraccién de| En este caso la identificacion se realiza
Sustancia analizadaa Luego 10 ﬁnico POI\ hacer es el de co pOI‘ Comparacion de las curvas caracterlsticas de SuS‘tan—
parar patrones de difraccién entre sustancias conocidas j ¢ias conocidas con la desconocida.

las desconocidas. s _
La técnica de fluorescencia de rayos X so

En él método de exploracién mecénica de pi lamente sirva para identificar aguellos elementos con ni-
trones, el equipo contiene un detector y un registrador ¢ METOS atomicos del 22 al 92.

dibuja la variacidn de la int idad energética de los 18 Je )
e b s ey Shetee La explicacion detallada de estas tecnicas

os difractados en diferemtes angulos del campo investigd : 5 e
J su P 8 de identificacidén no se realizd en este tema por quedar -

asi se muestra en la figura 2.
g fuera del objetivo del trabajo.
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